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Rentgenowski dyfraktometr fluorescencyjny ,Epsilon 5” - Producent PANalytical.
(data zakupu 27.09.2007, wartos¢ zakupowa 549 000 zt )
Spektrometr rentgenowski XRF do analizy pierwiastkowej w zakresie Na — U w prébkach
statych i/lub proszkowych sprasowanych (wosk, celuloza) — min. srednica pastylki 23 mm.
Z dyspersjg energii (EDXRF) z tréjwymiarowa polaryzacja fali.
Zrédto: lampa rentgenowska — Gd 600W, 100kV,detektor germanowy GePAN-32, chtodzony
ciektym N, optymalizowany do promieniowania Gd, (100% efficiency);
Anody wtdrne (9 sztuk na caty zakres badany), analiza wiekszosci pierwiastkéw na podstawie
linii K, poziom detekcji nizszy niz w tradycyjnej technice WDXRF.
Aparat umozliwia trzy rodzaje analizy
- analiza ilosciowa w oparciu o kalibracje na wzorcach
- analiza jako$ciowa i identyfikacja pierwiastkdw w zakresie od Na-U
- analiza bezwzorcowa — dla wyzszych stezen pierwiastkéw (ok. 100 ppm)
Przyrzad mato wyeksploatowany, nieuzywany od 2014.
Uruchomienie wymaga obecnosci autoryzowanego serwisu (mozliwos¢ uszkodzenia
detektora).

Uwaga:
Wymaga duzej ilosci probek — min. 6 g probki i lepiszcza do wykonania ok.8,5 g pastylek

Cena wywotawcza 11 000 zt
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